


& Unavové porchy letade
Réfhovaci elektronova

mikroskopie




Zbynék Cerny — SGAGY, Kladno-Sitna

Pavel Jez — Gym. Petra Bezruce, Frydek — Mistek
Ondrej Kvitek — Gym. Hejcin, Olomouc

Tomas Lastovicka — Gym. Nad Aleji, Praha 6

Jan Liskovec — Gym. Cajkovského — Olomouc

Supervisor : Ing. Jan Siegl, CSc.



i

= Co to je fraktografie?
= Jake jsou jeji cile?
= Jake prostredky vyuziva?



FRAKTOGRAFIE

-véda studujici povrchy lom(

= Pravek a starovek
= Stredovek

= Novovek

= 20.stoleti



C e

1.Analyza pfiCin poruSovani.

2.Ziskani novych informaci o
mikromechanismech Sifent trhlin.



Svételny mikroskop

Radkovaci elektronovy mikroskop
Scanning Electron Microscope (SEM)

Transmisni elektronovy mikroskop
Transmission Electron Microscope (TEM)



TEM SEM
Max.zvetsSeni 300 000 x 240 000 x
Pouzitelné zvétseni 30 000 x 30 000 x
Min.zvétSeni 210 x 5 x
Rozliseni 25-50 A 70 - 100 A

hlhi LI




Parametry Radkovaci Svételny
elektronovy mikroskop
mikroskop
RozliSeni 4+10 =200
[nm]
Rozsah (5+300000)x | (1+2000)x
zvetSeni
PouZteln¢ 20 000 x 1 000 x
zvetSeni
Hloubka 10+ 1 000 =]
pole* [jim] |

* Hioubka pole se sniZuje se zvétSenim
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Fraktografie

= Zkoumani lomovych ploch.

I/«

= Urceni pricin nehod.

= Vzorek je zkouman elektronovymi nebo
svetelnymi mikroskopy.



i Podekovani

= Katedre materiall za laskavou podporu.




